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Mekanik ve Metalografik Analiz Laboratuvari



ONSOz :

izmir Katip Celebi Universitesi Merkezi Arastirma Laboratuvarlan (IKCU-
MERLAB) T.C. Kalkinma Bakanliginin destekledigi altyapi projesi ile kurulmustur. 2017
yili itibariyle test ve analiz hizmetlerine baslamistir. Laboratuvarimizda ileri diizeyde
bilimsel arastirma projelerinin desteklenmesi (TUBITAK, AB arastirma projeleri, vk.), ilgili
sektorlerle isbirliginin gelistirilmesi ve sanayi kuruluslarinin ihtiya¢ duydugu temel analiz
ve testlerin gerceklestirilmesi hedeflenmistir. Bununla beraber Universite-Sanayi isbirligi
cercevesinde, Teknokent ve sanayi kuruluslari ile ortak ¢calisma paydasinin olusturulmasi
amaclanmistir. IKCU MERLAB’ in kurulmasi; boélge kaynaklarinin kullanilmasi ve
degerlendirilmesi, daha kaliteli bir egitim ve arastirma imkani olusturmustur.

Merkezi Arastirma Laboratuvarlari



Taramali Elektron Mikroskobu (SEM)

Taramali Elektron Mikroskopu (SEM) cihazi ile gorintiileme, numuneye gonderilen hizlandiriimig
elektronlarin'numunenin atomlari ile etkilesmesi sonucunda sagilan elektronlarin cesitli detektérler yardimiyla
analiz edilmesi esasina dayanir. Bu sagiimalarin degerlendirilmesi ile malzeme icerisindeki yapilarin mikro(10-6™)
ve nano(10-9™) mertebesinde goriintlileme analizi yapilabilmektedir.

Ayrica numune icerisinde nitel ve nicel elementel analizi yapilabilmekte olup haritalandirma teknidi ile
elementlerin dagilimi izlenebilmektedir.

Taramali Elektron Mikroskobu (SEM) cihazi temel bilimler, malzeme miihendisligi, enduistri, yasam bilimi, dogal
kaynaklar, elektronik, enerji, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi bircok alanda bilimsel arastirmalar ve malzeme
gelistirilmesinde yaygin bir sekilde kullaniimaktadir.
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Taramali Elektron Mikroskobu '(SEM)
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X-Isin1 Difraktometresi (XRD)

X-lsinlari Kinnimi (XRD) numune Uzerine dusurilen X-isini demetinin olusturdugu kirinim
deseninden atomik diizeyde bilgi edinilir. X-isinlari dl¢timleri kristale zarar vermeksizin yapisi hakkinda
bilgi veren gicli bir yontemdir. Bu yontem ile kati ve toz numunelerin nitel ve nicel analizleri, yapi
¢6zimlenmesi, ince film malzemelerin faz analizleri ve kalinliklarinin belirlenmesi, fazlarin miktarlar, kristal
boyutu, atom pozisyonlari, latis parametreleri ve kristal yonlenmesi tayini elde edilebilmektedir.

Laboratuvarimizda “Panalytical Empyrean” marka XRD bulunmaktadir. X-Isinlari kirnnimi yontemi, fizik,
kimya, biyoloji, biyokimya, malzeme ve metalurji, jeoloji, madencilik, ¢cimento, seramik ve teknolojik
uygulamalarda yaygin olarak kullanilmaktadir.
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Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Malzeme topografisini ve ylzeyin fiziksel 6zelliklerini atomik boyutta Angstrom(10-10m) mertebesinden
100 mikrona kadar yiiksek ¢ozilinurlikte 3 boyutlu gorintiilenmesini saglamaktadir. AFM de gorinti
cihaza sonradan yerlestirilen Tip adi verilen osilasyon hareketi yapan bir igne-yay(cantilever) sisteminin
numunenin atomlari ile ¢esitli etkilesmeleri sonucunda elde edilir. Bu mikroskopta elde edilen goriinti
¢6zUn(rligl optik mikroskoplara gére en az 1000 kat daha fazladir.

Uygulama Alanlari

Kati, sivive toznumunelerde atomik boyutlarda gortintileme olanagi saglayan AFM cihazi Fizik, Kimya,
Biyoloji, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Malzeme mihendisligi gibi bir cok alanlarda ince ve kalin film
kaplamalari, seramikler, kompozitler, camlar, polimerler, metaller ve yari iletkenler gibi bircok malzemenin
ylizey topografisi, yizey etkilesim ozellikleri, elektriksel yik, manyetiklik kabiliyetleri ve nanomekanik
ozellikleri gibi bircok agidan inceleme imkani saglamaktadir.







*

¥

1

Termogravimetrik Analiz (TGA)

Termogravimetrik analizde kontrollii atmosfer altinda bir numunenin kiitlesi, sicakhdin veya
zamanin fonksiyonu olarak sicakliga (zamanla dogrusal olarak) karsi ol¢ulir. Kiitlenin veya kitle ylzdesinin,
zamana, sicakliga ve atmosferdeki degisime karsi grafigi, termogram veya termal bozunma egrisi olarak
adlandirlir. Termogravimetrik yontemler, sicakhk degisiminin numune kitlesinde degisim olusturmasi
nedeniile bliylik 6l¢ciide bozunma ve ylikseltgenme (oksidasyon) reaksiyonlariile buharlasma, siiblimlesme

_ ve desorpsiyon gibi temel kimyasal olaylari &lcer.

Laboratuvarimizda bulunan TA marka Q600 model TGA cihazi ile oda sicakhdi - 1500 C° arasindaki tim isil
reaksiyonlar gézlemlenebilmektedir. Cihaz aynizamanda DTA ve DSC sinyallerinde ayni anda g0dsterebildigi
icin bir analizle bircok veri elde etmek mimkundur.
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Diferansiyel Taramah Kalorimetre (DSC)

Diferansiyel taramali kalorimetre, numune ve referansa isi akisi arasindaki farki, kontrolli bir sicaklik
.. programi uygulayarak sicakligin fonksiyonu olarak inceleyen termal bir yéntem olarak tanimlanabilir. DSC,
numune isitilirken, sogutulurkefi'ya da sabit bir sicaklikta tutulurkén sogurulan ya da saliverilen enerji miktarini
Slcer. Bu yontemle tespit edilebilen fiziksel/kimyasal degisimler; < o ¢
Camsi gegis sicakligi (Tg); =
Erime(Tm), Kristallenme (Tc), Stiblimlesme (Ts),

Faz degisimi isisi AHm, AHf ]

Isi kapasitesi (Cp), Py >
Korozyon,
Oksitlenme / indirgenme, X

Termal kararlilik

Laboratuvar blinyesinde bulunan TA marka Q2000 model DSC cihazimizile yukarida verilen degerlere ek olarak
anlik Cp 6lcimi de yapilabilmektedir. Cihazin ¢alisma araligi -90 ile +550 C° arasindadir. Bircok DSC den farkh ¢
olarak modulated DSC 6zelligi ile camsi gecis noktasi gézlemlenmesinde sorun yasahan kompozitlerin camsi
gecis sicakliklarinin gézlemlenmesine olanak saglar.

Oxidation
i

Crystallization Decomposition

Transitiasn = £ Croan-Linking
) \ ST ]
\

Temparature

Heat Flow -» exothermic
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TERMAL ANALIZ LABORATUVARI Il LABORATUVARI

Otomatik Yogunluk 6Igﬁm Cihazi (Gaz Piknometresi)

Helyum Piknometresi (Micromeritics, Accupyc Il 1340) olarak da bilinen gaz piknometresi
Archimedes'in akiskan tasmasi prensibini ve Boyle Kanunu'nu kullanarak gaz yer degisimi metoduna bagli
olarak toz ve kati malzemelerde gercek hacim ve gergek yogunlugu tespit eder.

Olciimlerin dogrulugunun maksimum olmasi, kullanilan yani miimkiin olan tiim gdzeneklere
girebilen ve tesirsiz olan gaza baglidir. Bu nedenle, cihazin kullanimi sirasinda kiiglik atomik boyuta sahip

(cap1 0.25'nm) girinti ve gozeneklere yaklasabilen ve ideal gaz davranisina sahip olan Helyum gazi tercih
edilmektedir.

Cihaz ile sivive kati malzemelerin hacim ve gercek yogunluk 6l¢ciimu islemlerinde kullaniimaktadir.

ba
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SPEKTROSKOPi LABORATUVARI

Konfokal Raman Mikroskobu

Merkezi Arastirma Laboratuvarlar biinyesinde bulunan Konfokal (Es odakl)) Raman mikroskobu
ile yiizeyden tahribatsiz analiz yaparak; kimyasal karakterizasyon yapmaya olanak veren bir analiz cihazidir.
Diinyada bircok alanda kullanilan bu analiz metodu, belirli bir dalga boyunda gelen lazer isiginin malzeme
ylzeyine carparak yansimasi sonucu ortaya ¢ikan elastik olmayan saciimalarin 6l¢iilmesidir. Bu elastik
olmayan sagilmalar, lazerin carptigi yiizey tarafindan absorplanan, molekiiller icindeki baglarin karakteristik
ozelliklerine goére farkh dalga boylarinda sinyal olusturur. Tersine muhendislik ¢alismalarinda, Temel
bilimler alanlarinda, vb bircok alanda yaygin olarak kullanilir. 2D ve 1sik gecirgenligi olan malzemeler icin 3D
goriuntileme yapilabilmektedir. Merkezimizde bulunan cihazin temel ozellikleri; 5x,20x,50x%,100x optik zum
degerlerine sahip Leica model mikroskop, 532 ve 785nm dalga boylarinda 2 adet Iazere sahiptir.



Konfokal Raman Mikroskobu Goriintiileri

insan yemek borusu dokusunun 2D histolojik 6rnegi

Reometre

Reometre, dinamik reoloji 6lclimiinde bir malzemeye
devamli bir sekilde artip azalan gerinim belirli bir frekans
araliginda uygulanir ve en yiksek gerilim degeri ile gerinim
e gerilim arasindaki faz farkhhg olculir. Termal Analiz
Laboratuvarimizda bulunan TA marka DHR-2 model reometre
ile distik viskoziteli akiskanlardan yiiksek viskoziteli polimer
e kompozitlere kadar bir cok malzemenin reolojik 6zellikleri
belirlenebilmektedir.

POWE E1

(dyne/cm?)

Loss modulus @
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FT-IR (Fourier Doniisiimlii Kizilotesi Spektrofotometresi)

Fourier Donlsimli Kizildtesi  Spektroskopi, cihaz tarafindan elektromanyetik spektrumun
kizilotesi bolgesinden elde edilen 151§in incelenen numune tarafindan sogurulmasiyla numune
icerisindeki molekdillerin baglarinin titresimi ve donusleri gerceklesmektedir. Bu etkilesimler sonucunda
elde edilen spektrumlar gozlemlenerek numune icerindeki organik veya inorganik yapidaki kati, sivi ve gaz
molekaillerin nicel ve nitel analizleri ¢cok hizli bir sekilde gerceklestirmek mimkindir.

FT-IR Spektroskopisi kimya, biyoloji, gida, eczacilik, malzeme, jeoloji ve cevre gibi bircok alanda kullanilan
bir cihaz olmakla birlikte polimer filmler, fiberler, proteinler, diistik molekil kitleli hidrokarbonlar, ilag,
tarim, gida, metal ve petrol triinleri gibi bircok maddenin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanilmaktadir.

_Teknik Ozellikler

« IR Kaynak Tiirt; Dual Polaris
- Lazer; HeNe

- Detektor; DLaTGS/KBr

« Spektral Aralik; 12500 - 350 cm-1
- Mevcut aksesuarlar;

« ATR (Elmas Kristalli),

« ARK - Flat (ZnSe 45°),

« Yansima (Diffuse Reflectance)

Wi b o
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Ultraviyole ve Goruniir Igik Yakin Kizilotesi (UV-Vis/NIR)
Spektrofotometresi

Bircok molekil UV, Visible ve NIR (Ultraviyole, Goriiniir ve Yakin Kizil6tesi) dalga boylarindaki isigi
absorblama 6zelligine sahiptifHer molekil kendine 6zgii farkli dalga boylarindaki 15191 absorblamaktadir.
Bu absorblama molekdiller icin ayirt edici birtézellik olmaktadir. UV/Vis/NIR, absorbsiyon spektroskopisi
numuneye gonderilen 151k demetinin numuneden yansidiktan veya gectikten sonraki 151gin siddetindeki
azalmanin 6lcillmesi esasina dayanir. Ayni zamanda Integrating Sphere 6zelligi sayesinde katilarin yiizey
karakterizasyonundan seffaf, saydam, koloidal ve bulanik numunelerin fotometrik analizine kadar genis bir
uygulama alani vardr.

UV/Vis/NIR spektroskopisi genellikle cozeltideki molekdiller, inorganik iyon veya komplexlerin
olciimiinde, su analizlerinde (igme suyu, atik su, tuzlu su, deniz suyu), ¢ozeltiye alinabilen kati maddelerdeki
anyonlarin belirlenmesi, organik bilesiklerin degisik ¢oziicllerde spektrumlarinin alinmasinda siklikla
kullanilmaktadir. y

Teknik Ozellikler

175 - 3300 nm dalgaboyu araliginda yuksek hassasiyetli dlcimler
Ciftisik, ¢ift monokromator

Genis numune bolumi

Reflektans 6l¢iimiine uygun aksesuarlar (Integrating Spheres 150 mm)

(UV-Vis/NIR)
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Spéktroflorometre

Spektroflorometre cihaz ile fosforesans ve steady state dl¢iimlerinde anlk dalga boyu se¢imi
yapilabilmekle birlikte zaman tanimh spektrum elde edebilmek igin bilgisayar kontrolll tarayici
eksitasyon ve emisyon monokromatorleri bulunmaktadir . Ultraviyole bdlgeden goriiniir bolgeye kadar
100 pikosaniyeden nanosaniye mertebesine kadar hizli ve pratik bir sekilde floresans lifetime analizleri
gerceklestirilebilmektedir. Spektroflorometre cihazimiz kati, sivi ve toz halindeki numuneler icin analiz
yapilmakta olup cihazin sahip oldugu pek ¢ok aksesuar sayesinde 6rnek cesitliligi ve analiz skalasi oldukca
genistir.

Spektroflorimetre cihazi Floresans lifetime, Fosforesans lifetime, Floresans anizotropi azalmasi, Zaman
tanimli floresans spektra, Zaman tanimli fosforesans spektra, Steady state luminesans ve anizotropi spektra
analizleri yapilabilmektedir.

Uygylama Alanlar;

- Fotokimya
. Biyokimya
. Malzeme Arastirma
. Huicre Biyolojisi
. ilagc Enduistrisi
. Analitik Kimya
. Tip Bilimleri
. Gevre Bilimi
. Tarim ve Gida Arastirmalari

Spektroflorometre
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PARTIKUL VE BOYUT ANALjZ LABORATUVARI

Tane Biiyiiklugii ve Zeta Potansiyel Tayin CilWazi (Zetasizer)

Zetasizer cihazi, ¢Ozeltilerde asili kalan partikillerin boyutunu, zeta potansiyelini ve molekuil
agirhigini bulmak icin kullanilan bir cihazdir. Zetasizer cihazi, belirli bir potansiyel altinda hareketi saglanan
tanelerin kayma yulzeylerindeki hizini belirleyerek zeta potansiyelini hesaplamaktadir.

Zetasizer, polimer ve proteinler (kiime élguf‘nleri), nano parcaciklar, emilsiyon kararhhdi (tane boyutu
blyukligl ve zeta potansiyel), pigmentler (pigment rengi ve tonu tane boyutu buyikligine bagh
olarak), atik su aritimifatik suyun icindeki tanelerin topaklandiriima kosullari), seramik prosesleri (seramik
stspansiyonlarinin dagilma kalitesi), sivi murekkep ve toner analizleri gibi bircok alanda kullaniimaktadir.

e
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Parcacik Boyut Analiz Cihazi (Master Sizer)

“Master Sizer Hydro 3000” cihazi, hem kuru hem yas numunelerin icerisindeki parcacik boyutlarini
nanometre mertebesinden milimetre mertebesine kadar belirleme olanagdi sunmaktadir. Analiz islemi
© numuneye gonderilen lazer isiginin numune icerisindeki parcaciklardan yansimasi ve kirilmasi sonucunda

elde edilen 151gin sacilma acisina ve siddetine bakilarak parcacik boyutlarinin belirlenmesi esasina
dayanmaktadir.

Parcacik boyut analiz cihazi tasidigi 6zellikler nedeniyle genis bir kullanim alanina sahip olmak ile birlikte
» mihendislik uygulamalari, kimya, madencilik, seramik, toz metalurjisi, ilag, boya ve murekkep analizleri,

R mineral prosesleri ve toz yiyecek analizleri gibi bircok alanda yaygin kullanima sahiptir.
5
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Yiizey Gerilim Ol¢iim Cihaz) o
- T

“Attension Sigma 701”kuvvet tensiyometresi yiiksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlikte ylizey ve ara

ylizey 6lctiimleriyapabilme yetenegine sahiptir. Aynizamanda tamami otomatik kritik misel konsantrasyonu

- (CMCQ) olglimleri ve dinamik temas agis, serbest ylizey enerjisi, agir kati ve tozlarin etkin dinamik temas

acisi ve islanabilirlik é')lgi]mIeriM‘yapabiImekterdir. Otomatik kalibrasyonlu, maksimum olarak 210 grama

kadar numunelerin 6lciimi yapilabilmektedir. ﬁ/rlca en ¢ok 5 gram’lik rneklerle calisilabilen 701, 6zellikle
fiber yapidaki 6rneklerin dinamik temas agisi dl¢limlerini yiiksek hassasiyette gerceklestirebilmektedir.

Teknik Ozellikleri al

- Yiizey Gerilimi Olciim Araligi : 1 — 1000 mN/m

- Yiizey Gerilimi Olciim Hassasiyeti : 0.001 mN/m
- Yogunluk Olgtim Araligi : 0 - 2.2 g/cm3 ®
- Yogunluk Ol¢lim Hassasiyeti : 0.0001 g/cm3

- Maksimum Yiik Olciimii: 5 g

- Yiik Olctim Hassasiyeti : 0.005 mg .

- Temas Acisi Olciim Araligi : 0° — 180°

- Temas Acisi Olclim Araligi Hassasiyeti: 0.01° <

- Motorulu Mekanizmaya Sahip Ornek Tablasi
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Temas Acisi ve Yiizey Gerilimi Ol¢iim Cihaz

Temas agisi ve yizey gerilimi 6lcim cihazi damla goriintilerini kaydederek zamanla damla
seklinde meydana gelen degisimleri analiz etmektedir. Damla sekli sivinin yiizey geriliminin ve buna
bagl olarak sivi ve sivinin bulundugu ortam arasindaki yogunluk farkinin bir fonksiyonu olmaktadir. Kati
yuzeylerde ise damla sekli ile dinamik ve statik temas acisi katinin serbest ylizey enerjisine bagl olarak
degismektedir.

Laboratuvarimizda “Attension Theta” temas agcisi cihazi bulunmaktadir. Genel olarak bu cihaz ile kat
numunelerde, statik ve dinamik temas ag¢i olclimleri, 3D yiizey purizIGligu ve serbest ylizey enerjisi
analizleri yapilabilmekte, sivi numunelerde ise ylizey ve ara ylizey gerilimi ve ara yiizey reolojisi gibi
analizlerde; siviyi ylizeyde tutma kabiliyeti, sivi emilimi, sivi yayillmasi, i1slanabilirlik, ylzey temizliligi ve
heterojenliligi olmak Gzere bircok numune 6zellikleri hakkinda bilgi elde edilmesine imkan saglamaktadir.

Attension Theta

{a) o)



Bet Yiizey Alani Ol¢iim Cihazi

BET Micromeritics 3 Flex yUizey karakterizasyon sistemi fiziksel adsorbsiyon yontemiyle makro boyutlarda
gOzenek iceren toz veya kati numunelerin adsorblayici azot gazi kullanilarak ¢ok hizli, dogru ve hassas bir sekilde
ylzey alanini hesaplamasi yapmak igin tasarlanmis bir cihazdir. Cihaz ayni zamanda numune igerisindeki gézenekli
malzemenin boyutlarini ve daglllmlarlnln alcak ve yuksek basinclarda-belirlenmesi amaciyla kullanilmaktadir.

—

BET cihazi temel bilimler ve miihendislik uygulamalari gibi bircok alanda yaygin bir sekilde kullanilmaktadir.
GOzenekli malzemelerin ylzey analizleri yapilabildigi gibi farmosotik ve medikal implant, elektronik, jeoloji,
maden, seramik, plastik ve polimerler, yapi malzemeleri, boya ve kaplamalar, filtreleme teknolojileri, yakit hiicreleri,
nanotiipler gibi arastirma ve uygulama alanlarinda da yiizey karakterizasyonu icin de kullanilan bir cihazdir.

s
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BET Micromeritics 3 Flex
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KROMATOGRAFI LABORATUVARI

ICP-MS
(indiiktif Eslesmis Plazma Kiitle Spektrometre) Sistemi

ICP-MS cihazi, mineral ve agir metal analizlerinde hizve yiiksek hassasiyet gerektiren durumlaricin gelistirilmis
bir cihazdir. Cihaz ayni anda ve kisa stirede Pb, Cd, As, Hg, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Ni, Mg, Na, K, Ca, Ba, B, Se, Al, Ag, Sb, Co,
Sn, B, S, Ti, Si gibi birgok elementin analizini yapabilmektedir.

Laboratuvarimizda, 2-260 au kiitle araliginda calisabilen Agilent 7800 ICP-MS sistemi bulunmaktadir.
ICP-MS sisteminin baslca uygulama alanlari: ¢evre bilimi, ilag endustrisi, tarim ve gida arastirmalari, malzeme
arastirma, analitik kimya, tip bilimleri, ambalaj ve oyuncak endustrisi olarak siralanabilir.




My&A C  Fe&Mn Rh (ISTD) In (ISTD) Th {ISTD) Ir (ISTD)

Sc (1STD) Ga & Ge (I5TD)
Rb & St
Ti & Gr I
| Ba & REE
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HPLC-DAD/FLD Sistemi

HPLC (Yuksek Basingh Sivi Kromatografisi) cihazi gidadan cevreye, eczacilik biliminden malzemeye,
tibbi arastirmalardan. dogal Uriinlere kadar genis bir uygulama alanina sahiptir. Basit¢ce tanimlamak
gerekirse, hareketli sivi fazin sabit faz Gizerinde hareketi ile molekdillerin ayrilmasi ve detektore ulasarak
tayin‘edilmesi esasina dayanir.

Laboratuvarimizda mevcut olan Thermo Dionex UltiMate 3000 HPLC sistemi DAD (Diode Array
Detector) ve FLD (Fluorescence Detector) detektore sahiptir.

Analiz yaninda istege bagl olarak yeni metot gelistirme, verifikasyon ve validasyon hizmeti de
, verilmektedir.




. """“"“J

>~

GC-FID Sistemi $
- & 1
GC-FID (Gaz Kromatografi — Alev iyonlasma Detektérii) sistemi HPLC gibi enstriimental analizde kullanilan
en temel cihazlardandir. Farkli detéktorler eklenmek suretiyle hemen hemen her alanda kullanilmaya uygundur.
Bir soygazin tastyici faz olarak kullanildigi bu teknikte molekiiller kapiler yapiya sahip kolonlar kallanilarak ayrilir ve
uygun detektor ile tayin edilir.

<
& x
Laboratuvarimizda mevcut olan Shimadzu GC2025 sistemi FID detektore sahiptir. Analiz yaninda istege
bagli olarak yeni metot gelistirme, verifikasyon ve validasyon hizmeti de verilmektedir. -
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Elementel Analiz Cihazi (Perkin EImer 2400 CHNS/O Series Il)

Organik numunelerde Karbon, Hidrojen, Nitrojen ve Oksijen yiizde olarak tayini icin kullanilir. CHN, CHNS,
Oksijen olmak lizere Ui¢ farkli moda sahiptir. Numune yaklasik 975 °C’' de yakilir ve olusan riinler kolonda ayrilarak
tayini yapilr. Sonuclar kiitlece % kompozisyon seklinde elde edilir.

@ He
e 0L
Na Al Si p o
K CaScT V CrMnFoCoN Cu2ZnGaGoe As S8 Br Kr
Rb S Y 2r Nb'Mo Tc RuRh Pd Ag Cd In Sn Sb Te | Xe
CoBa s HI Ta W Ra Os Ir Pt AuMg Tl Pb BI Po At Rn
Fr Ra Ac UnqUnp

Ce Pr Nd PmSm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Th Pa U Np Pu AmCm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Combustion Zone Gas Control Zone Separation Detection

24



of
NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI ® q
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- T
Saf Su Sistemi p
Tip-T ve Tip-2 su retebilen, saatte 15 L kapasiteye sahip tam otomatikiHuman Power marka saf su sistemi tiretim
cihazidir. * 2 ¢
¢ &
@
1 L e
*
Etuv .

<
Numune hazirlama laboratuvarinda ortam sicakhigi ile 250
°C arasinda isitma yapabilen 100 L kapasiteli JSR marka etiiv
mevcuttur.

~
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KUL FIRINI

Laboratuvarda 1100 °C sicakliga kadar 1sitma yapabilen 6 L kapasiteli Protherm marka
kiil firin1 mevcuttur.

TERAZILER

Shimadzu marka 0,0001 gr hassasiyete sahip analitik terazi ile
0,00001 gr hassasiyete sahip yar1 mikro terazi mevcuttur.
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*

Mikrodalga Firin \ 1
*

Laboratuvarda mineral ve agir metal-gnahzlermde numune par¢alama isleminde kullanilmaya uygun
Milestone marka mikrodalga firin mevcuttur.

- 3
* > ¢
Vorteks ' -
L 4
Numune ve standart ¢ozeltileri homojen hale getirmek i¢in orbital
hareketli Velp marka 2 adet }"grteks mevcuttur. s
®

Buzdolabi

Numune ve kimyasal standart saklama icin 1 adet Argelik marka buzdolabi mevcuttur.

Derin Dondurucu

Numune saklama i¢in 1 adet Ugur marka derin dondurucu mevcuttur.
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